


































专利名称(译) 修复短路缺陷的方法，以及根据修复方法制造的显示装置和有机发光显示装置

公开(公告)号 US20130328020A1 公开(公告)日 2013-12-12

申请号 US13/665008 申请日 2012-10-31

[标]申请(专利权)人(译) DONELLO JOHN E?translate_a/single?client=t
PARK SUN
曹圭SIK

申请(专利权)人(译) 李，栗KYU
PARK，SUN
CHO，KYU-SIK

当前申请(专利权)人(译) 李，栗KYU
PARK，SUN
CHO，KYU-SIK

[标]发明人 LEE YUL KYU
PARK SUN
CHO KYU SIK

发明人 LEE, YUL-KYU
PARK, SUN
CHO, KYU-SIK

IPC分类号 H01L27/15 H01L21/30 H01L51/50

优先权 1020120061673 2012-06-08 KR

其他公开文献 US8686409

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种修复显示装置中的缺陷像素的方法，包括形成覆盖所述多条第二信
号线的绝缘层，切割所述缺陷像素的对应的第二信号线的区域的两侧和
所述绝缘层以形成两侧切割区域的一部分，分别形成与切割区域的两侧
相邻的接触孔，使得相应的第二信号线的上部暴露，在绝缘层上形成修
复金属层以接触接触孔和第二信号线，并形成修复绝缘层以覆盖修复金
属层。
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